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Zapytanie w celu oszacowania warto$éci zamoéwienia
polegajacego na dostarczaniu dyfraktometru proszkowego
(XRD) z komora temperaturowag

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartosci
zamoéwienia, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki
i Fotoniki zwraca sie z prosbg o przedstawienie informacji
dotyczacych szacunkowych kosztow realizacji nizej opisanego
zamoéwienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartosci zamowienia nie stanowi oferty
W_rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak réwniez nie jest
ogtoszeniem ani_zapytaniem o cene w rozumieniu ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Informacja ta ma na_ celu wytacznie
rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztéw realizacji
opisanej dostawy.

. ZAMAWIAJACY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie
i testowanie dyfraktometru proszkowego (XRD) 2z komorg
temperaturowq, zwanego dalej ,przedmiotem zamodwienia”.
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Wymagania i parametry techniczne dla przedmiotu zamodwienia, sg
przedstawione w tabeli ponizej:

Lp. | Nazwa Wymaganie
parametru
1. Rok produkcji 2022/23 (dyfraktometr proszkowy z komorg temperaturowa musi
by¢ urzadzeniem nowym, nieuzywanym na wystawie, do pokazow
lub prac dla klientdw poza fabryka producenta, jak réwniez
nieuzywanym do regularnych pokazow dla klienta lub szkolen
w fabryce producenta)
2. | Gtéwne Badania strukturalne materiatdw polikrystalicznych wytwarzanych
zastosowanie metodq syntezy w fazie statej wraz z analizg jako$ciowa oraz
ilosciowg faz krystalograficznych. Obrazowanie przemian fazowych
w szerokim zakresie temperaturowym.
3. | Ogdlne 6.1. System chtodzenia dyfraktometru musi pracowaé¢ w uktadzie
wymagania zamknietym.
techniczne 6.2. Wymagane jednofazowe zasilanie urzadzenia (230 V, 50 Hz).

6.3. Dyfraktometr musi by¢ wyposazony w bezobstugowy

goniometr pionowy poruszany silnikami krokowymi
sprzezonymi z optycznymi enkoderami, w geometrii
Theta/Theta.

6.4. Dyfraktometr musi by¢ wyposazony w lampe ceramiczng
miedziowg (linia emisyjna Cu:K,) o0 mocy nie mniejszej niz
2 kW

6.5. Wymagany generator wysokiego napiecia zapewniajacy:
- napiecie wzbudzenia 20 + 50 kV,
- prad wzbudzenia 5 + 60 mA,

6.6. Wymagany bezobstugowy detektor wykonany w technologii
paskowej o rozdzielczosci nie gorszej niz 1000 eV (FWHM dla
promieniowania Cu) z liczbg paskéow nie mniejszg niz 160 i
rozmiarem paska nie wiekszym niz 75 ym, pracujacy w trybie
0D, 1D wraz z elektronikg kontrolno-pomiarowq

6.7. Przynajmniej jednopozycyjny stolik na probki, z mozliwoscig
obrotu prébki podczas pomiaru. Orientacja prébki powinna
by¢ horyzontalna podczas pomiaru w catym zakresie
katowym. Réwniez wymagany otwér w centralnej czesci
goniometru o $rednicy 10 cm umozliwiajacy tatwg wymiane
stolikow na probki.

6.8. Wymagany zmotoryzowany ekran przeciwrozproszeniowy,
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kontrolowany przez oprogramowanie urzadzenia, dla
skutecznego ttumienia tta instrumentu, w szczegdlnosci
rozpraszania wigzki promieniowania w powietrzu pod matymi
katami.

6.9. Wymagana beznarzedziowa wymiana wszystkich komponen-
téw optycznych, stolika na probki oraz detektora.

6.10. Wymagany certyfikowany wzorzec (NIST SRM 1976b)
dostarczony wraz z przyrzadem

6.11. Obudowa przeciwradiacyjna dyfraktometru musi spetniac
normy europejskie w zakresie promieniowania jonizujgcego
(ponizej 1uSv/h w odlegtosci 10 cm od obudowy).

6.12. Wymagana zgodno$¢ z wymogami  dotyczacymi
bezpieczenstwa rentgenowskiego, bezpieczenstwa maszyn
i urzadzen elektrycznych, w tym petna zgodnos¢ z CE:

_ dyrektywa maszynowa (2006/42/WE),
_ sprzet elektryczny (2006/95/WE),
- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (2004/108/WE).

6.13. Aparatura musi zawiera¢ dedykowane oprogramowanie
sterujgce pracq urzadzenia oraz zbierajace dane pomiarowe.
Oprogramowanie musi by¢ w petni funkcjonalne w systemie
operacyjnym co najmniej MS Windows 10 lub rownowaznym i
kompatybilne z innymi standardowymi programami
$rodowiska Microsoft Windows.

Oprogramowanie do jakosciowej analizy fazowej oraz RIR
musi posiadac licencje na minimum 2 stanowiska.

Komora
temperaturowa

Dyfraktometr musi by¢é wyposazony w urzadzenie grzewcze
umozliwiajace wykonanie pomiaréw od temperatury pokojowej do
1600°C. Urzadzenie grzewcze musi by¢ modutowe i musi spetniac
nastepujace wymagania:

- okienko wejsciowe i wyjsciowe przezroczyste dla promieniowania
rentgenowskiego, umozliwiajgce pomiary w zakresie od 10° do
190° kata 28,

- kontrola temperatury za pomoca termopary S mocowanej do
uchwytu proébki,

- komora musi by¢ wyposazona w niezalezng jednostke sterujgco-
zasilajacg wraz z szynami do jej zamocowania wewnatrz obudowy
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dyfraktometru,

- komora musi umozliwia¢ wykonanie pomiarow w gazie
obojetnym, a takze w prézni,

- komora musi by¢é wyposazona w adapter do regulacji potozenia
prébki.

Urzadzenie grzewcze musi by¢ dostarczone z zestawem
prézniowym, w tym 2-stopniowg pompa prozniowg z kompletnym
wyposazeniem technicznym, przytaczami do prézniowych
przewodéw pomiarowych, przyrzadami pomiarowymi oraz
elastycznym przewodem prézniowy i minimum 3 m przewodem
komunikacyjnym z dyfraktometrem.

Ponadto, urzadzenie grzewcze musi by¢ wyposazone w uktad
chtodzenia oraz zawiera¢ dedykowane oprogramowanie sterujgce

jego praca.

Dostawa,
instalacja,
uruchomienie

Aparatura musi by¢ dostarczona w stanie kompletnym i gotowym
do pracy bez koniecznosci kupna dodatkowych licenciji.
Dyfraktometr musi zawiera¢ zestaw wszystkich potrzebnych
przewoddéw (kabli elektrycznych i innych).

Test
akceptacyjny

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia testu
akceptacyjnego w miejscu instalacji urzadzenia, obejmujacego:

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania wszystkich uktaddéw
i elementéw systemu poprzez wykonanie diagnostyki urzadzenia,

- udokumentowanie energetycznej zdolnosci rozdzielczej
dyfrakto-metru poprzez wykonanie testowego pomiaru na
certyfikowanym wzorcu.

Instrukcja
obstugi

Instrukcje obstugi dyfraktometru oraz komory temperaturowej
powinny by¢ w jezyku polskim lub angielskim. Obstuga wszystkich
elementéw  urzadzenia/systemu musi by¢ mozliwa przy
wykorzystaniu jezyka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w
szczegoblnosci opisu elementdw sterujacych na konsolach,
klawiaturze, urzadzeniach itd.).

Szkolenie
obstugi
urzadzenia

Wymagane petne szkolenie po instalacji urzadzenia w laboratorium
Zamawiajacego z zakresu obstugi wszystkich elementéw systemu
oraz szkolenie aplikacyjne w ustalonym terminie po instalacji
urzadzenia.

Gwarancja

Wymagana obstuga posprzedazowa w postaci:

- minimum 12-miesiecznej gwarancji liczonej od dnia podpisania
protokotu odbioru,
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10 | Serwis Mozliwos$¢ zakontraktowania pakietow serwisowych.
pogwarancyjny

3. ELEMENTY WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrze¢:

1) nazwe, adres Wykonawcy, osobe do kontaktéw;
2) cene w zt (netto i brutto) uwzgledniajgca wszystkie koszty realizacji
zamoéwienia.

4. FORMA SKEADANIA WYCENY

Elektronicznie na adres : agata.skwarek@imif.lukasiewicz.gov.pl

5. TERMIN SKEADANIA WYCENY
20.07.2022 .

6. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW
Dr hab. Agata Skwarek, tel. 12 65631 44 wew. 244

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
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